Specyfikacja doktadnosci urzadzen pomiarowych

Dokfadno$¢ przyrzadu reprezentuje stopief niepewnosci mierzonej przez niego wielkosci, uwzgledniajac
specyfike srodowiska, w ktérym dokonywane sa pomiary oraz inne uwarunkowania.
Specyfikacja doktadnosci okresla wiec klase charakteryzujaca dany przyrzad.

Typowym, uzywanym powszechnie zapisem doktadnosci przyrzadu jest zapis w postaci +(procentowy
btad wartosci mierzonej + procentowy btad rozdzielczosci pola odczytowego). Jednakze, producent moze
uzy¢ innych sposobdw zapisu doktadnosci przyrzadu, co bezposrednio utrudnia poréwnywanie ich
specyfikacji. Procentowy btad warto$ci mierzonej oraz procentowy btad rozdzielczosci pola odczytowego,
moze by¢ zastgpiony poprzez podanie doktadnosci przyrzadu w postaci ilosci bitow przetwornika A/C lub
tez jednostek ppm (parts per million).

Ponizszy wykres przedstawia zaleznos¢ procentowego btedu wartosci mierzonej i btedu rozdzielczosci
pola odczytowego w zaleznosci od wykorzystywanego zakresu pomiarowego przyrzadu.

Kiedy dokonujemy pomiaru w dolnej czesci zakresu pomiarowego btad rozdzielczosci pola odczytowego
jest btedem majacym najwiekszy wptyw na wynik pomiarow. Natomiast podczas pomiarow w gérnej
czesci zakresu pomiarowego procentowy btad warto$ci mierzonej zwieksza swéj wptyw na wynik pomiaru.
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Obliczanie niepewnosci pomiaru, gdy doktadnos$¢ podana jest w postaci btedu wartosci mierzonej
oraz btedu uzytego zakresu w czesciach na milion (ppm) :

Przyktad: Miernik napiecia DC.

Zakres: + (ppm wartosci mierzonej + ppm uzytego zakresu)

1.00V 30 +7

Niepewnosé pomiaru 0.5V na zakresie 1V = [(30 *107° * 0.5V) + (7 *107° * 1V)] = + 22V
Niepewnos$é pomiaru 0.9V na zakresie 1V = [(30%107° % 0.9V) + (7 *107° * 1V)] = + 16pV

Obliczanie niepewnosci pomiaru, gdy doktadnosé podana jest w postaci bledu procentowego
wartosci mierzonej oraz jednostkach pola odczytu :

Przyktad: Zrédto pradu DC.
Zakres * (% wartosci mierzonej + jednostki pola odczytu)

10.00pA 0.033% + 2nA

Niepewnos¢ pomiaru 3.5uA na zakresie 10pA = [(0,033 %1072 *3.5%10° A) + 210 Al =+ 3.16 %10 ° A

Obliczanie niepewnosci pomiaru, gdy doktadnosé podana jest w postaci bledu procentowego
wartosci mierzonej oraz btedu jednostki rozdzielczosci pola :
O ile nie ustalono inaczej, 1 jednostka = 1 jednostka rozdzielczos$ci na uzytym zakresie

Przyktad: Miernik rezystancji.

Rozdzielczos¢  Zakres 1 (% wartosci mierzonej + jednostka rozdzielczosci pola)
100mQ 2kQ 0.04% + 2

Niepewnos¢ pomiaru 1.75kOhm na zakresie 2kQ wynosi =[(0.04 107 #1.75%10° Q)+(2 * 100%107° Q)
=+900%107°Q.

Specyfikacja doktadnosci podana w dokumentaciji technicznej zazwyczaj odzwierciedla niepewnosc¢
pomiaréw zalezng od konstrukcji i jakosci przyrzadu pomiarowego, wliczajac w to wptyw elementéw
elektronicznych z ktorych ztozony jest miernik (wzmacniacze, rezystory, przetworniki A/C) i jakosci
elementéw potgczeniowych dostarczonych przez producenta. Oprocz btedéw wynikajacych z samego
uktadu pomiarowego przyrzadu, wystepuje grupa btedéw wynikajacych z zewnetrznych zaktécen
dziatajacych bezposredni na przyrzad i mierzony ukfad. Moze to by¢ wptyw linii zasilajgcej (50/60Hz),
rezystancji potaczen, zaktdcen magnetycznych, obwodoéw pasozytniczych, zaktdcen termoelektrycznych
oraz wplyw wysokich czestotliwosci, temperatury i wilgotnosci. Tych zrodet btedow nie obejmuje
specyfikacja przyrzadu, wiec powinny im przeciwdziata¢ okreslone procedury pomiarowe.

Waznym elementem specyfikacji urzadzenia jest informacja na temat okresu czasu w ktérym urzadzenie
spetnia kryteria btedow podanych przez producenta, np. 24 godziny, 90 dni, itd. Po przekroczeniu tych
okresdéw czasu moze sie zdarzyé, ze wskazania przyrzadu odbiegajg od zatozonych granic btedéw w
specyfikacji i konieczna jest ponowna kalibracja, aby wskazania przyrzadu znowu miescity sie w
zatozonych granicach.

Stosowanie takich okresowych kalibracji pomaga skutecznie wyeliminowa¢ przyczyny bteddw
wynikajgcych ze zmieniajacych sie parametréw uktadu pomiarowego przyrzadu.
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